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Em 1972, ao estudar a difra¢ao miiltipla de néutrons
em uma placa monocristalina de aluminio, Parente ob-
servou a existéncia de dois picos, em posigdes simétricas
com relagdo a um dos espelhos de simetria do diagrama
experimental obtido com a reflexao primaria 111. Con-
trariamente ao que era esperado, esses picos nao tin-
ham mesma intensidade (Parente, C.B.R., ”Difragao
Muiltipla de Néutrons em um Cristal de Aluminio” Tese
de Doutoramento, Instituto de Fisica da Universidade
de Sao Paulo, 1972). Em uma estrutura ciibica, como
a do aluminio, a dire¢do <111> é um eixo de simetria
de ordem 3. Com esta simetria, sao esperados espel-
hos a cada 60°. Entretanto, o diagrama obtido, de ex-
tensao reduzida, mostrou dois espelhos distanciados de
30°, com o por menor de que em torno de um dos es-
pelhos estavam os dois picos de intensidades diferentes.
Recentemente, Sasaki observou a ocorréncia do mesmo
fenomeno em diagrama obtido com a reflexdo primaria
222 de um cristal cubico de arseneto de galio (GaAs),
usando radiagao CukK,; (Sasaki, J.M., ”Diagramas
Renninger com Radiagao de Freamento de Elétrons
e Sincrotron no Estudo de Estruturas Heteroepitaxi-
ais”, Tese de Doutoramento, Instituto de Fisico Gleb
Wataghin, Universidade Estadual de Campinas, 1993).
Com o auxilio do programa de computador MULTX, de
simulagao de diagramas de difragde, multipla de raios-
X, foi calculado um diagrama dessa reflexdo e compro-
vada a assimetria verificada experimentalmente. Neste
presente trabalho, é feito um estudo sistemético da
simetria em diagramas de difra¢do muiiltipla de raios-
X e néutrons. Diagramas experimentais foram obtidos,
com diversos monocristais, e comparados com diagra-
mas simulados com os programas MULTX e MULTI,
este ultimo utilizado no caso de néutrons. Para uma
melhor visualizagao da simetria dos diagramas, estes
foram graficados em uma escala circular, permitindo a
facil identificagao dos espelhos de simetria verdadeira.
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